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วัตถุประสงควัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาการสรางฟลมเพชร

2. เพื่อศึกษารอยตอของสารตางชนิดกันระหวางฟลมเพชรกับอะลูมิเนียม

3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟาและทางแสงของตัวตรวจจับแสง MSM

ที่มีโครงสรางแบบ Al/n-Diamond/Al
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หัวขอที่นําเสนอหัวขอที่นําเสนอ

1. ตัวตรวจจับแสงแบบตางๆ

2. คุณสมบัติของฟลมเพชร

3. หลักการทํางานของตัวตรวจจับแสง MSM  ที่มีโครงสรางแบบ Al/n-Diamond/Al

4. กระบวนการสราง MSM  ที่มีโครงสรางแบบ Al/n-Diamond/Al

5. การทดลองและผลการทดลอง

6.สรุปผลการทดลอง
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ตัวตรวจจับแสงตัวตรวจจับแสง

Photodetector เปนสิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนําที่ทําหนาทําตรวจจับแสง โดยการเปลี่ยนพลังงาน
แสงใหเปนพลังงานไฟฟา  ซึ่งโดยทั่วไป Photodetector สามารถแบงตามลักษณะของโครงสรางไดหลาย
ประเภทดังนี้

1. p-n junction photodiode

2. p-i-n photodiode

3. Avalanche photodiode

4. MSM photodiode
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คุณสมบัติของฟลมเพชรคุณสมบัติของฟลมเพชร

ตารางที่ 1ตารางที่ 1 คุณสมบัติที่สําคัญของเพชรเปรียบเทียบกับซิลิคอน
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1. MSM สามารถใชไดที่อุณหภูมิสูงๆ

2. MSM สามารถตอบสนองกับแสงไดในชวง

    ความยาวคลื่นที่กวางกวาเดิม

3. MSM จะทนทานตอรังสีที่มีพลังงานสูงๆ

4. ชั้นของฟลมเพชรสามารถใชเปนชั้นลดการ

    สะทอนได

5. MSM สามารถตอบสนองตอสัญญาณความถี่

    สูงไดดีกวาเดิม

Aluminium Pad

n-type Diamond Films

p-type Silicon

ขอดีของการเปลี่ยนสารกึ่งตัวนําจากซิลิคอน
มาเปนฟลมเพชร

รูปที่ 1 ภาพตัดขวางของ MSM  ที่มีโครงสรางแบบ Al/n-Diamond/Al
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รูปที่ 2 Energy Band ของ MSM ในภาวะสมดุลความรอน ( MSM ยังไมไดรับ Bias )

ε ε

n-diamond

หลักการทํางานของตัวตรวจจับแสง MSM  ที่มีโครงสรางแบบ Al/n-Diamond/Al (ตอ)
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1Bqφ

2Bqφ

( )abi VVq +1( )abi VVq −2

กระแส IDark

ε ε

รูปที่ 3 Energy Band ของ MSM ในขณะที่ไดรับการ Bias ในภาวะมืด

หลักการทํางานของตัวตรวจจับแสง MSM  ที่มีโครงสรางแบบ Al/n-Diamond/Al (ตอ)

n-diamond
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EDε

กระแส IDark

กระแส IPhoto Photon
รูปที่ 4 Energy Band ของ MSM ในขณะที่ไดรับการ Bias  ขณะที่ไดรับแสง

LP

หลักการทํางานของตัวตรวจจับแสง MSM  ที่มีโครงสรางแบบ Al/n-Diamond/Al (ตอ)

n-diamond
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กระบวนการสราง กระบวนการสราง MSM  MSM  ที่มีโครงสรางแบบที่มีโครงสรางแบบ AlAl//nn--DiamondDiamond//AlAl

p-Si (111)

Scratched by 1 µm 
Diamond Paste

n-Diamond films

p-Si (111)

p-Si (111)

Cleaning

Resistivity 6  Ω.cm    หนา 400 µm
แผนซิลิคอน ชนิด p-type (111)

Scratching & Re-Cleaning
ขัดแผนซิลิคอนดวย Diamond Paste φ = 1 µm

Diamond thin films growing
สรางฟลมเพชรดวยวิธี HFCVD โดยใช C2H5OH(99.9%) ที่มี P2O5
เขมขน 10,000 ppm ผสมกับ H2 , ความดัน 760 Torr , อุณหภูมิไส
ทังสเตน 1,900-2,100 OC , อุณหภูมิฐานรอง 800-1,000 OC , สราง
เปนเวลา 1 ชั่วโมง ไดความหนาประมาณ 3-5 µm
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กระบวนการสราง กระบวนการสราง MSM  MSM  ที่มีโครงสรางแบบที่มีโครงสรางแบบ AlAl//nn--DiamondDiamond//AlAl ((ตอตอ))

รูปที่ 5 แผนผังของเครื่อง HFCVD (Hot Filament Chemical Vapor Deposition)

1.  H2
2. 
3. 

 
C2H5OH+P2O5
4. AC power supply
5. Tungsten filament
6. Chamber
7. 

8. substrate holder
9. 

 input
10. 

output
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กระบวนการสราง กระบวนการสราง MSM  MSM  ที่มีโครงสรางแบบที่มีโครงสรางแบบ AlAl//nn--DiamondDiamond//AlAl ((ตอตอ))

n-Diamond films

d = 1 mm

p-Si (111)

Aluminium

p-Si (111)n-Diamond films

Aluminium
(Metal Pad)

Aluminium evaporation
ระเหยอะลูมิเนียมในสุญญากาศที่ความดัน 3×10-6 Torr

Photolithography
สกัดชั้นอะลูมิเนียมออกบางสวนเพื่อสรางชองรับแสงและ
สรางขั้วสัมผัสไฟฟาใหกับ MSM
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กระบวนการสราง กระบวนการสราง MSM  MSM  ที่มีโครงสรางแบบที่มีโครงสรางแบบ AlAl//nn--DiamondDiamond//AlAl ((ตอตอ))

Aluminium pad 2.5×2.5 (mm)2

1 mm

×1000×400

×400

ก) ค)

ข) ง)

รูปที่ 6  ก) ผิวหนาแผนซิลิคอนกอนการขัดดวยครีมเพชร 
ข) ผิวหนาแผนซิลิคอนหลังการขัดดวยครีมเพชร 

ค) รูปดานบนของฟลมเพชร
ง) รูปดานบนของ MSM เมื่อเสร็จสมบูรณ
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การทดลองและผลการทดลอง 

หลังจากที่ไดทําการสราง MSM แลว ขั้นตอนตอไปคือ การทดสอบคุณ
สมบัติทางไฟฟา , คุณสมบัติทางแสง โดยเราจะวัดความสัมพันธตางๆดังนี้

1. กราฟความสัมพันธระหวาง กระแส-แรงดัน ของ MSM ในขณะที่ไมมีแสง

2. กราฟความสัมพันธระหวาง กระแสแสง-แรงดัน ของ MSM ที่ความเขมแสงคาตางๆ

3. กราฟความสัมพันธระหวาง กระแสแสง-ความเขมแสง ของ MSM ที่แรงดันคาตางๆ
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รูปที่ 7 แผนผังของวงจรที่ใชเพื่อหาความสัมพันธตางๆ

Bus HP4061

MSM

Light
Source

 Controller
(Halogen Lamp)

+-
Computer

A

การทดลองและผลการทดลอง (ตอ)
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การทดลองและผลการทดลอง (ตอ)

 8
-  

(mA)

(V)
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การทดลองและผลการทดลอง (ตอ)
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การทดลองและผลการทดลอง (ตอ)

 (lux)

100
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สรุปผลการทดลอง 

ตัวตรวจจับแสง MSM  ที่มีโครงสรางแบบ Al/n-Diamond/Al ที่ไดสรางขึ้นมานั้นมีคุณสมบัติดังนี้

กระแสมืด (IDark) = 300 µA (ที่แรงดัน 2 V)

แรงดันพังทลาย ≈ 4 Volt

IPhoto ∝ VBias

IPhoto ∝ ความเขมแสง

กระแสแสงของ MSM จะมีลักษณะเปนเชิงเสนในยานความเขมแสง 18,000-120,000 lux
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จบการนําเสนอ
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การทดลองและผลการทดลอง (ตอ)

(mA)

(V)

 11 กราฟความสัมพันธระหวาง กระแส-แรงดัน ของ schottky diode ใน
ขณะที่ไมมีแสง
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หลักการทํางานของตัวตรวจจับแสง MSM  ที่มีโครงสรางแบบ Al/n-Diamond/Al (ตอ)

Depletion RegionDepletion Region

รูปที่ 11 ภาพตัดขวางของ MSM  ขณะที่ไมไดรับการ Bias
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หลักการทํางานของตัวตรวจจับแสง MSM  ที่มีโครงสรางแบบ Al/n-Diamond/Al (ตอ)

รูปที่ 12 ภาพตัดขวางของ MSM  ขณะไดรับการ Bias

+-
Depletion Region


